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Tlrk Hava Kuvvetleri lojistik konseptinde yer alan silah sistem sorumlulugu kapsaminda belirlen
1'inci Hava ikmal Bakim Merkezi (1.HIBM) vazifesi icinde Hava Kuvvetleri (veya kullanici)
genelinde) sistem mihendisligi odaginda teknik yénetim (TYS), sistem bakim, onarim ve yenileme
(TOM) ve imalat (TIM) merkezi olarak yapilandirlmis ve bu kapsamda sorumlulugundaki silah
sistemleri ve sistem elemanlarina yonelik musteri sikayetleri, Girin uymazliklari/uyumsuzluklari ile
arag kazasi ve kirimlarinin inceleme ve analizler sahip olunan kurumsal uzmanliklar kapsaminda
yapilagelmistir.

Inceleme ve analiz siireclerinde malzeme mikro yapi incelemelerini karara yonelik énemli bir
asamayi olusturur. Klasik malzeme mikro yapi incelemelerinde klasik olarak kullaniimakta olan
stereo ve optik mikroskobun yetersizliklerinin ortadan kaldirmasi 1990°ll yillarin basinda Taramali
Elektron Mikroskobu (TEM) temini 1.HIBM Laboratuvarlarinin en dncelikli yatinm plani kapsamina
alinmistir.

Evet, KOVAN’dan bu kez damlayan, temin edildidi yillarda 1.HIBM'ni {ilkenin en gelismis malzeme
analiz merkezlerinden biri belki de en ilerisi haline getiren Taramali Elektron Mikroskobu - TEM.

Alan emisyonlu tabancadan (Field Emmision Gun - FEG) ortaya c¢ikan
elektronlarin analizi yapilacak malzemenin hazirlanmis ylzeyine génderilmesi
sonucu olusan etkilesmelerden yararlaniimasi esasina dayanir.

numune

s Gistemde yer alan yodgunlastircr elektromanyetik mercekle (condenser lense)
e toplanan elektron demeti elektromanyetik saptirici bobinler ve objektif mercek
ile odaklanarak incelenen malzemede hazirlanan ylzeyde tarama islemini
(scanning) gerceklestirilerek gorinti olusturulur.

Bir taramali elektron mikroskobunda goérinti olusumu temel olarak; elektron
demetinin incelenen 6rnedin ylzeyi ile yaptigi (elastik, elastik olmayan
carpismalar ve dider) fiziksel etkilesmelerin sonucunda ortaya gikan sinyallerin
o Te— i toplanmasi ve incelenmesi prensibine dayanir. Klasik bir gérinti:
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KOVA

HIZMETE GIRDI
Ugus Emniyeti ve elde edilen iiriiniin son
derece pahali olmas: gibi faktorler nedeniyle gok hassas
bir konumda olan Hava Kuvvetleri Komutanligi, yine
teknolojinin gerisinde kalmamug ve siirekli gelismede
dahaiyiyeulasmak, sistemler ve proseslerdeki aksakliklart
gozmek ve kaliteyi arttirmak amaciyla Kalite Giivence
Miidiirliigiine bagh Kalite Laboratuvan biinyesinde
Taramali Elektron Mikroskobunun (Scanning Electron
Microscope) kurulma galigmalan ve personel egitimi
AGUSTOS ayinda tamamlanarak devreye alinmustir.

TEM’in kullanim alani gok genis olmakla birlikte
oncelikle Hava kuvvetleri komutanligina gerek maddi,
gerekse manevi kayiplar verdiren YAMAHA (Yabanci
Madde Hasari) incelemelerinde, ugak kaza/kirim ve
uymazlik raporu tutulan malzemelerin hasar
mekanizmalarinin tesbitinde diigiik biiyiitmeli stereo ve
optik mikroskoplarin yetersiz kaldig durumlarda, parga
imalat hatalarimin (kalinti, inkliizyon, segregasyon v.b.)
tesbit edilmesinde taneler arasi gokelmelerin Kimyasal
Kompozisyonlarimn elementel ve goriintii analizi ile
tesbitinde kullanilmas: planlanmugtir.

TEM’in en etkin ve verimli sekilde kullamlmasi
amaciyla cihaz iizerinde uzmanlagma galismalar hizla
devametmektedir. Bunun sonucundakazamlankabiliyetle
sadece Hv.K.K.lig1 ihtiyacim degil tiim Silahh Kuvvetler
Kamuve Ozel Sektérkuruluglarina hizmet verilebilecektir.

Sule AKBACAK
Metalurji Miih.

Sahip oldugu entelektiiel giic yaninda 1.HIBM'ni bélgesinde dikkat ceken bir milkemmeliyet merkezi
haline getirmede rol oynamis, malzeme inceleme ve analiz yeteneklerinin gelistiriimesinde ayirt
edici etkisi ile emniyetli, ekonomik ve etkili faaliyete énemli katki saglayan “Taramali Elektron
Mikroskobu”nun temini ve faaliyete gecirilmesinde pay ve emek sahibi teknisyenleri, mihendisleri
ve yoneticileri, projenin her asamasini inancla destekleyen ve kati saglayan meslektaslarimi ve
komutanlarimi saygl ve minnetle aniyorum.
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